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METODY STATYSTYCZNE W BADANIU ZDOLNOSCI SYSTEMOW
POMIAROWYCH | STEROWANIU PROCESAMI - MSA+SPC

M Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie 3-dniowe: termin i miejsce wg informacji na stronie www.bajor.pl

M Szkolenie jest przeznaczone dla o0s6b wykonujgcych pomiary oraz dla oso6b
nadzorujgcych i oceniajgcych jakos¢ pomiaréw, a w tym dla: pracownikow dziatow
jakosci, technologéw, technologow produkcji, operatorow maszyn, kontrolerow
jakosci, inzynieréw i technikow jakosci oraz pracownikdéw z nadzoru produkcji.

M Celem szkolenia jest:

1. Zapoznanie z metodami statystycznego sterowania procesem, a takze
przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC
2. Przygotowanie pracownikéw do planowania i realizacji oceny zdolnosci systemow
pomiarowych w mysl wymagan IATF 16949 i VDA oraz podrecznika MSA 4 wyd i
VDA 5.
M Zakres szkolenia obejmuje:
1. MSA:
e 0g0lne zagadnienia zwigzane z oceng zdolnosci systeméw pomiarowych;
wymagania IATF 16949:2016
e porownanie metod badania zdolnosci wg MSA 4th ed. oraz VDA 5
e szczegOtowa prezentacja procedur analizy zdolnosci systemow pomiarowych z
przyktadami
e warsztaty praktyczne — okreslanie zdolnosci systemow pomiarowych.
Warsztaty obejmujg metody:
o Procedura 1 (Cg i Cgk) - dla cech mierzalnych — krotkie omowienie metody
o R&R (RM oraz ARM) - dla cech mierzalnych — szczego6towa prezentacja i przyktady
obliczeniowe
o Metody dla badan niszczgcych, niepowtarzalnych
o Metoda KAPPA - dla cech atrybutywnych — szczegdtowa prezentacja i przyktady
obliczeniowe
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o Metoda detekcji sygnatu - dla cech atrybutywnych — krotkie omoéwienie metody z
jednym przyktadem obliczeniowym
o Metoda krotka - dla cech atrybutywnych — krotkie omowienie metody.
Wszystkie metody zgodne z wytycznymi MSA wydanie 4.
2. SPC:
e Zmiennosci w procesie (zwykte i szczegdlne)
e Miary zmiennosci
e Badanie zdolnosci jakosciowej maszyn (Cm, Cmk)
e Badanie zdolnosci jakosciowej proceséw (Cp, Cpk)
e Funkcjonowanie procesu — wskazniki funkcjonowania Pp, Ppk
e Funkcjonowanie procesu a wadliwos¢
e Karty kontrolne — analiza sygnatéw
e Karty kontrolne dla wartosci mierzalnych — projektowanie — przyktady obliczeniowe
e Liczenie zdolnosci procesu dla rozktadéw innych niz normalne
e Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie wiasciwosci (p, np, c, u)
e Uwagi praktyczne dotyczgce stosowania kart kontrolnych.
M Materialy szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymajg materiaty
szkoleniowe
M Koszt szkolenia 1600 zt. V) za kazdg zgtoszong osobe
"' Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materialy szkoleniowe, obiady,
przerwy kawowe i zaswiadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
"' Cena szkolenia nie uwzglednia noclegéw. Koszt noclegu ze $niadaniem i kolacjg 180,00 zt.
za kazdg dobe. Mozliwy rowniez nocleg w przeddzien szkolenia. Liczbe noclegow

nalezy zaznaczy¢ w karcie zgtoszenia.
"' Ceny netto, do cen nalezy doliczyé podatek VAT 23%

tacze wyrazy szacunku:
Piotr Bajor.
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